USTAVNI SEMINAR

ve stiedu dne 11. listopadu 2015 v 15:00
v prednaskovém sale (knihovné) Fyzikalniho tGstavu AV CR
v Cukrovarnické

Program:
Ales Jager
FyzikdIni ustav AV CR, v. v. i.

Elektronova mikroskopie:

nastroj pro materialovou charakterizaci
v Oddéleni progresivnich strukturnich materialG

Elektronovd mikroskopie patfi k nejvSestrannéjSim technikdm pro analyzu mikrostruktury
pevnych latek. Interakci elektronového svazku s pevnou latkou vznikd mnozstvi signald, které
nesou informaci napf. o morfologii, chemickém slozeni, krystalové struktufe, poruchach
krystalové mtize a chemickych vazbach. Podle fyzikalni podstaty tvofeného obrazu délime
elektronovou mikroskopii na dva zakladni druhy, transmisni elektronovou mikroskopii (TEM)
a radkovaci elektronovou mikroskopii (SEM). Zatimco u TEM je obraz tvoren elektrony, které
pronikaji velmi tenkym preparatem, SEM se vyuZiva pro zobrazeni a analyzu povrchl témér
libovolné velkych vzorkd. Na konkrétnich prikladech probereme mozZnosti elektronovych
mikroskop( instalovanych v Oddéleni progresivnich strukturnich materiald. Dozvite se, k
c¢emu a jak lze pouzit vybrané techniky elektronové mikroskopie pfi vyzkumu materiald.
Pfednaska nepredpoklada hlubsi znalosti elektronové mikroskopie.

Semindr bude prednesen v ¢eském jazyce. / Seminar will be given in Czech.

prof. Jan Ridky, DrSc.
reditel



